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特集 「電子顕微鏡法による材料開発のための微細構造研究最前線(5)」

EBSPに よるRe系 拡散障壁の相同定と結晶方位解析

北海道大学大学院工学研究科 王 永 明 須 田孝 徳 林 重 成 大 貫 惣 明 成 田敏 夫

Fig.1拡 散 バ リア層 を含 む単結 晶Ni基 超 合金の断面組織のFE-SEM像.

左 上 の挿 入図 はDBを 含 むTBCシ ス テムを模 式的に示 す,

Fig.3拡 散 障 壁 層 とNi基 超 合 金 基 板 の 界面 付近 の

FE-SEM像(a)と 逆 極点図(b).DB層 と基板 の

界面 は入 り組 んでお り,多 結晶であ る.

次世代 ガスタービン耐熱材料 には熱遮 蔽 コーテ ィン

グ(Thermal Barrier Coating:TBC)が 適 用されるが,

超 高温環境 では構成元素 の相互 拡散 に よるTBC層 と

基材 の強度 特性 の劣化 が課 題で あ る.Fig.1は この

Fig-2拡 散 障壁層のEBSPパ ターンは

TCPσ 相 の指数付けと一致 した.

元 素 拡 散 を抑 制 で き るRe系 拡 散 障壁(Diffusion Bar-

rier:DB)層 の 断 面 組 織 のFE-SEM像,挿 入 図 はDB

を 含 むTBCシ ス テ ム の 模 式 図 で あ る.DB層 の 結 晶

構 造 はTCP相(Topological Close-Packed Phase)で

あ り,P,R,μ,σ な ど複 数 の 結 晶構 造 が あ る.本 研 究

では 断 面 イオ ン研 磨 した断 面 試 料 に後 方散 乱 電 子 回折

像 法(electron backscatter diffraction pattern:

EBSP)(1)を 適 用 した 結 果,Re系DB層 の 結 晶 構 造 は

TCPの σ相(2)(SG.No.136,P42/mnm)と 同 定 さ れた.

Fig.2はEBSPパ タ ー ン をTCPσ 相 と して 指 数 付 け

た例 で あ る(Confidence Index 0.7,Average Angle

Deviation 0.59).Fig.3(a)はDBと 単 結 晶Ni基 超 合

金 基 板 の 界 面 近 傍 のFE-SEM像,(b)は こ の 界 面 領

域 か らの 逆 極 点 図 で あ る.界 面 領 域 で は 単 結 晶 の基 板

もDB層 も ともに 多結 晶化 した 複 雑 な 構造 に な って い

た.こ の よ うに断 面 イオ ン 研磨 に よ り高精 度 でEBSP

の 測 定 が可 能 にな った.
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